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AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une orgamsat| di orpalisation
composee de Iensemble des comltes eIectrotechnlques nationaux (Co iona

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports tecHai

— puplie des Normes
ions accessibles au

public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) d Skeur€labgration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationa |nteres p jet traité peut participer. Les
orgamsatlons internationales, gouvernementales et non go i avec la CEl, participent

s'assure de I'exactitude du ce C Ub|l atio fs; la CEIl ne peut pas etre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilj

nationales et régiqnales. di &8s ente toutes Publications de la CEIl et toutes publlcatlons
nationales ou ré ’ 3 Qiven
La CEl n’a prév 4 3 5 indicati 2 i {

Aucune resp0 ité a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataire is s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux éjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de.g elqUe_nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice coulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toute autre CEl, ou au crédit qui lui est accordé

L'attention est attirée sQr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-1-3 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-1-3, ainsi que les CISPR 16-1-1, CISPR 16-1-2,
CISPR 16-1-4 et CISPR 16-1-5, annule et remplace la CISPR 16-1, publiée en 1999,
I'amendement 1 (2002) et 'amendement 2 (2003). Elle contient les articles en rapport avec la
CISPR 16-1 sans modifications de leur contenu technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S
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INTRODUCTION

Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées
en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure
des perturbations
radioélectriques é
et de l'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

. CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pert atlons rayonnées

SA:

Emplacements d'essai r I'étalbnnage d
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHQG)Q‘Q%Q @é\
/ CISPR 16-2-1 Mesures des W\Qs\gh\ms
- —w
X

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

CISPR 16-2-2 Mesure de la pyissanc rtu>b\atric\e\/

CISPR 16-2-3 Mesur&e%\b%ﬂs\rayoﬁ\ees
munNe

CISPR16-2-4 | Mesuresde
CISPR 16-3 (Rap{mn‘f tec qu&d\c}PR
CISPR 16-4- desd lisés en CEM
Rapports ot (1’\ W}A %\ans\iessals normalises en

CISPR 16-3 | recommandations CEQ? 1{3 ﬁlncerﬁtud&s\g)e Ifrstrumentation de mesure
onsidéxationsstatistiques dans la détermination

du CISPR <
R1 \ conformité CEM des produits fabriqués en
\gran

CISPR 16-4 | Incertitudes dans 165 i_ ques des plaintes pour le calcul
les mesures Clﬁ\(\ s limites

Des informations la relation entre I' "ancienne" CISPR 16-1 et la
"nouvelle” CISP nt le tableau qui suit cette introduction (TABLEAU
RECAPITULATIF R ISEES).

Les spécifications\des ar Y esure sont données dans les cing nouvelles parties de
la CISPR 1641, ) Néthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
désormai \ les\gdatre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports
avec des inf le contexte du CISPR et sur les perturbations radioélectriques en

aux incertitudes,_aux statistiques et a la modélisation des limites.

La CISPR 16-1 est constituée des cing parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
— Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques:

e Partie 1-1: Appareils de mesure,

e Partie 1-2: Matériels auxiliaires — Perturbations conduites,

e Partie 1-3: Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice,

e Partie 1-4: Matériels auxiliaires — Perturbations rayonnées,

e Partie 1-5: Emplacements d'essai pour I'étalonnage des antennes de 30 MHz a 1 000 MHz.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxieme édition de la CISPR 16-1 Premiére édition de la CISPR 16-1-3
Articles, paragraphes Articles, paragraphes
1 1

2 2

3 3

53 4

5.3.1 41

5.3.2 4.2

533 4.3

Annexes Annexes

J A

H B

Figures

38, 39

40, 41, 42
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 1-3: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques

et de I'immunité aux perturbations radioélectriques —
Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentalé spécifie les
caractéristiques et I'étalonnage de la pince absorbante pour la medure de Ia_ puissance

CISPR 14-1:2000, Compatibilité électrorn ¢ j pour les appareils électro-
domestiques, outillages électriques et apparei tie 1 : Emission

CISPR 16-1-1:2003, Spécifications (des mé
perturbations radioélectriques et de I'immukitég
Appareils de mesure des perturbatio raqioglectrigues et de l'immunité — Appareils de
mesure

CISPR 16-2-1:2003, [ Spec méthodes et des appareils de mesure des
perturbations rag i aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de mbsg et de l'immunité — Mesures des perturbations

: des méthodes et des appareils de mesure des
perturbationg radiqée 1 de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-2:
Méthodes~ de
perturbadrice

CISPR 16-3:20Q03, Spé€cifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques ek dé l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

CISPR 16-4-1:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-1:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés
en CEM

CISPR 16-4-2:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-2:
Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes de l'instrumentation de
mesure

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique, ainsi que ses amendements 1 (1997) et 2 (1998)

Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux en métrologie, Organisation
Internationale de Normalisation, Genéve, seconde édition, 1993
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3 Définitions

Aucune des définitions de la CISPR 16-1:1999 ne s'appliquent a cette nouvelle partie de la
CISPR 16. Pour plus de définitions, voir la CEI 60050(161).

4 Pince absorbante utilisable dans la gamme de fréquences de 30 MHz
a1000 MHz

4.1 Généralités

e-par 'appareil a un
dispositif absorbant adapté placé autour du cable sance absorbée est

maximale. Le dispositif absorbant est appelé pin

Le rayonnement des cable : yérieures a 300 MHz, jusqu'a 1 000 MHz,

i . adaptée. De telles mesures peuvent étre
d'une grande utiljté. 3 i nt de noter qu'une quantité substantielle du
rayonnement pe i

4.2 Constructig

mesurer;

c) un manchon absgrbant ou un ensemble d'anneaux de ferrite destinés a réduire le courant
RF a la surface du cable coaxial sortant du transformateur de courant vers le récepteur de
mesure.

L'annexe A décrit la construction de quelques modéles de pinces absorbantes.

NOTE Le transformateur et I'absorbeur décrits respectivement en a) et b) ci-dessus sont maintenus dans des
positions relatives fixes aussi proches |'un de I'autre que les conditions de mesure le permettent. lIs peuvent étre
constitués d'anneaux fendus afin d'éviter d'avoir a débrancher une prise du céable, mais il convient de maintenir
I'entrefer aussi petit que possible.

4.3 Caractéristiques

L'utilisation de la pince absorbante repose sur un facteur d'étalonnage obtenu par une
procédure d'étalonnage spécifique, décrite a I'annexe B et a la figure B.1. Les pinces absor-
bantes doivent avoir des caractéristiques de puissance de sortie, en fonction de la puissance
d'entrée Pg fournie par un générateur de signal d'étalonnage, ne présentant pas de

résonance prononcée a une fréquence quelconque.
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